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EL 54A LABORATORIO DE CIRCUITOSELECTRONICOS

Semestre: Otoiio 2007 Prof.: Helmuth Thiemer
Prof . Aux: Sebastian Valerio
Clases :Vi 14:00 - 16:00 hrs. Laboratorio: Sec 01 Lu: 12:00-18:00 hrs

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Sec 02 Ju: 12:00 - 18:00 hrs.
Sec 03 Mi: 12:00 - 18:00 hrs.

Semana Sesion Laboratorio Sesion Laboratorio Sesion Laboratorio Clase/Control
Lunes (Sec 01) Miercoles (Sec 03) Jueves (Sec 02) Viernes
1 05/03 Introduccion
2 12/03 Clase
3 19/03 Clase
4 26/03 Fuente Regulada Fuente Regulada Fuente Regulada Clase
5 02/04 Transistores FET Transistores FET Transistores FET Feriado
6 09/04 Amplificador Operacional ~ Amplificador Operacional Amplificador Operacional Clase
7 16/04 Control 1
8 23/04 Tiristores Tiristores Tiristores Clase
9 30/04 Osc enc. por fase Osc enc. por fase Osc. Enc. por fase Clase
10 07/05 Control 2
11 14/05 Proyecto de Disefio Proyecto de Disefio Proyecto de Disefio Clase
12 21/05 Feriado Vacaciones Vacaciones Vacaciones
13 28/05 Proyecto de Disefio Proyecto de Disefio Proyecto de Disefio
14 04/06 Feriado Proyecto de Disefio Proyecto de Disefio
15 11/06 Proyecto de Disefio Control 3
16 18/06 Lab Recuperativo Lab Recuperativo Lab Recuperativo
17 25/06-  Examenes Exédmenes Examenes Exédmenes
09/07

Guias de Laboratorio y entrega de Preinforme e Informes

Previo a cada experiencia se dispondra de una guia de laboratorio que se publica en U-Cursos. En base a ésta, se
elaborara un preinforme, se desarrollara el trabajo de laboratorio y se elaborara un informe final .

El preinforme se deberd entregar al inicio de la sesion de laboratorio corresponiente.  El informe se debera entregar,
améstardar, 7 dias después de larealizacion de la experiencia.

Por cada dia de atraso en la entrega de los informes, se bajara medio punto ala notafina de la experiencia. El atraso
en laentregadel preinforme, implicaralano realizacion de la experiencia.

Lugar derecepcion informes: Secretaria Docente Ing. Eléctrica
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Experiencias

Los alumnos deberan verificar amés tardar el dia anterior ala sesién, la existencia de los componentes electrénicos
e instrumentos requeridos para la realizacion de la experiencia. Para ello se deberan acercar alos ayudantes que estan
acargo del médulo de Electrénicadel Laboratorio de Electrotecnol ogias.

Durante la experiencia, se deberd constatar cualquier anomalia en los instrumentos en los primeros 15 minutos
después de la entrega de éstos. Todo instrumento que sea daflado durante la sesion, debera ser informado por el
alumno o el grupo que lo haya usado.

Del mismo modo, los componentes dafiados en € transcurso de la experiencia deberan ser informados (con el objeto
de no perjudicar los alumnos de las sesiones siguientes). Apelamos a la consiencia de cada alumno para responder
por los dafios causados, reponiendo |as componentes defectuosas.

Evaluaciéon

En la evcaluacion de cada experiencia se considera especialmente el trabajo en el laboratorio y €l informe técico final
del trabagjo.

Cualquier experienciaincompleta (falta de preinforme, trabajo de Laboratorio o Informe) sera calificado con nota 1.

Al iniciar cada sesién de Laboratorio se realizard una interrogacién previa que abarcara las materias incluida en el
preinforme de la experiencia arealizar. Estainterrogacion sera evaluada con notaA o R, laque indicas el alumno
serd o no aceptado en el Laboratorio.

Se podra recuperar una experiencia en las fechas expresamente designadas paratal efecto.

Para aprobar €l curso se requiere que tanto la nota final de controles (C), como la nota de Experiencias de
Laboratorio (L), sean superiores oigualesa4. Lanotafina del ramo es calculada de la siguiente manera.

NF=04C+0.6L
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